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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検眼に照射された測定光と、参照光との干渉を用いて前記被検眼のＯＣＴ信号を取得
するためのＯＣＴ光学系と、
　前記被検眼に照射される前記測定光を被検眼上で走査させるための走査手段と、
　前記走査手段の駆動を制御する走査制御手段であって、複数の走査ラインの各々に関し
てそれぞれ１回ずつ測定光を走査させる第１の走査制御と、前記複数の走査ラインの各々
に関して複数回測定光を走査させる第２の走査制御とを動作可能な走査制御手段と、
　前記走査制御手段による各走査ラインにおけるＯＣＴ信号をＯＣＴ光学系からの出力信
号に基づいて取得し、前記第１の走査制御によって取得された各走査ラインのＯＣＴ信号
をテンプレートとして、前記第２の走査制御によって取得された各走査ラインの複数のＯ
ＣＴ信号を複合処理する画像処理手段と、
　を備えることを特徴とする眼科撮影装置。
【請求項２】
　第１の走査方向において同一、第２の走査方向において異なる関係を有する複数の走査
ラインが隣接して配列された走査パターンが設定された場合において、
　前記画像処理手段は、さらに、複合処理された各走査ラインの断層画像に基づいて３次
元ＯＣＴデータを形成処理する請求項１の眼科撮影装置。
【請求項３】
　前記画像処理手段は、さらに、
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　前記第１の走査制御によって取得されたＯＣＴ信号をテンプレートとして、前記第２の
走査制御によって取得されるＯＣＴ信号が対象信号として適正か否かを判定し、判定結果
に基づいて取捨選択する請求項１～２のいずれかの眼科撮影装置。
【請求項４】
　前記画像処理手段は、前記複合処理として、前記第１の走査制御によって取得された前
記ＯＣＴ信号をテンプレートとして、前記第２の走査制御によって取得された同一走査ラ
インでの前記複数のＯＣＴ信号における信号間の時間的な変化を計測する請求項１～３の
いずれかの眼科撮影装置。
【請求項５】
　眼科用光干渉断層計によって取得された被検眼の断層画像を処理するための眼科画像処
理装置において実行される眼科画像処理プログラムであって、
　前記眼科用光干渉断層計は、被検眼に照射された測定光と、参照光との干渉を用いて前
記被検眼の断層画像を取得するためのＯＣＴ光学系と、
　前記被検眼に照射される前記測定光を被検眼上で走査させるための走査手段と、
　前記走査手段の駆動を制御する走査制御手段であって、複数の走査ラインの各々に関し
てそれぞれ１回ずつ測定光を走査させる第１の走査制御と、前記複数の走査ラインの各々
に関して複数回測定光を走査させる第２の走査制御とを動作可能な走査制御手段と、を備
え
　眼科画像処理装置のプロセッサによって実行されることで、
　前記第１の走査制御によって取得された各走査ラインのＯＣＴ信号をテンプレート画像
として、前記第２の走査制御によって取得された各走査ラインの複数のＯＣＴ信号を複合
処理する画像処理ステップを、
　前記眼科画像処理装置に実行させることを特徴とする眼科画像処理プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光コヒーレンストモグラフィーによって被検眼の断層画像を取得する眼科撮
影装置、又は、眼科撮影装置によって取得された被検眼の断層画像を処理するための眼科
画像処理装置において実行される眼科画像処理プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　光コヒーレンストモグラフィー（ＯＣＴ：Optical Coherence Tomography）を用いて眼
の組織（例えば、眼底、前眼部）での断層画像を撮像する装置が知られている。この装置
は、光スキャナを用いて被検眼上で測定光を走査させ、断層画像を取得する。得られた断
層画像は、眼の状態の評価に利用される（特許文献１参照）。
【０００３】
　このような装置は、断層画像に含まれるノイズ成分を平均化するために、同じ走査ライ
ンにて得られる複数の断層画像に基づいて加算平均画像を取得する。加算平均画像は、例
えば、略同一部位に関する複数の断層画像における各画素での輝度値を加算し、その平均
値を求めることによって取得される。
【０００４】
　また、眼の位置ずれによる各断層画像間の位置ずれを補正するために、同じ走査ライン
での複数の断層画像間の平行移動・回転移動によって位置ずれを補正する手法が行われて
いる。
【０００５】
　複数の走査ラインに関して測定光を複数回走査して、各走査ラインにおいて加算平均画
像を得る場合、一つの走査ラインでの複数回走査が終了したら、次の走査ラインでの複数
回走査に移行する。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００６】
【特許文献１】特開２０１０－１１０３９２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところで、走査ラインの数、各走査ラインでの断層画像の取得枚数等が多くなるほど、
時間経過につれて、断層画像は、固視微動、顔の移動等による眼の微動の影響を受けやす
い。例えば、異なる走査ライン間において眼の微動が生じた場合、断層画像の比較がしづ
らい。眼の微動の影響を含んで取得される３次元ＯＣＴデータは、走査ライン間において
装置に対する眼の位置関係が変化しているので、被検眼の本来の形状とは異なる場合があ
る。
【０００８】
　本発明は、上記問題点を鑑み、複数の走査ラインに関する良好な断層画像を取得できる
眼科撮影装置を提供することを技術課題の一つとする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するために、本発明は以下のような構成を備えることを特徴とする。
【００１０】
　（１）　
　被検眼に照射された測定光と、参照光との干渉を用いて前記被検眼のＯＣＴ信号を取得
するためのＯＣＴ光学系と、
　前記被検眼に照射される前記測定光を被検眼上で走査させるための走査手段と、
　前記走査手段の駆動を制御する走査制御手段であって、複数の走査ラインの各々に関し
てそれぞれ１回ずつ測定光を走査させる第１の走査制御と、前記複数の走査ラインの各々
に関して複数回測定光を走査させる第２の走査制御とを動作可能な走査制御手段と、
　前記走査制御手段による各走査ラインにおけるＯＣＴ信号をＯＣＴ光学系からの出力信
号に基づいて取得し、前記第１の走査制御によって取得された各走査ラインのＯＣＴ信号
をテンプレートとして、前記第２の走査制御によって取得された各走査ラインの複数のＯ
ＣＴ信号を複合処理する画像処理手段と、
　を備えることを特徴とする。
（２）　　眼科用光干渉断層計によって取得された被検眼の断層画像を処理するための眼
科画像処理装置において実行される眼科画像処理プログラムであって、
　前記眼科用光干渉断層計は、被検眼に照射された測定光と、参照光との干渉を用いて前
記被検眼の断層画像を取得するためのＯＣＴ光学系と、
　前記被検眼に照射される前記測定光を被検眼上で走査させるための走査手段と、
　前記走査手段の駆動を制御する走査制御手段であって、複数の走査ラインの各々に関し
てそれぞれ１回ずつ測定光を走査させる第１の走査制御と、前記複数の走査ラインの各々
に関して複数回測定光を走査させる第２の走査制御とを動作可能な走査制御手段と、を備
え
　眼科画像処理装置のプロセッサによって実行されることで、
　前記第１の走査制御によって取得された各走査ラインのＯＣＴ信号をテンプレート画像
として、前記第２の走査制御によって取得された各走査ラインの複数のＯＣＴ信号を複合
処理する画像処理ステップを、
　前記眼科画像処理装置に実行させることを特徴とする。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本実施形態を図面に基づいて説明する。図１は本実施形態に係る眼科撮影装置の
構成について説明する概略構成図である。以下の説明においては、眼科撮影装置として、
被検眼の眼底撮影を行う眼底撮影装置を例に挙げて説明を行う。もちろん、眼科撮影装置
としては、眼底撮影装置に限定されず、被検眼の前眼部撮影を行う前眼部撮影装置、又は
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、被検眼全体を撮影する装置、等が挙げられる。
【００１２】
　図１を参照して、本実施形態に係る眼科撮影装置１０の概略構成について説明する。本
実施形態の眼科撮影装置１０は、ＯＣＴ光学系１００と、観察光学系２００と、固視標投
影ユニット３００と、制御部７０とを主に備える。
【００１３】
　＜ＯＣＴ光学系＞
　ＯＣＴ光学系１００は、被検眼Ｅの組織（例えば、眼底Ｅｆ）の断層画像を取得するた
めの光干渉光学系であり、光断層干渉計（ＯＣＴ：Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｃｏｈｅｒｅｎｃｅ
　Ｔｏｍｏｇｒａｐｈｙ）の構成を備える。具体的には、ＯＣＴ光学系１００は、測定光
源１０２、カップラー（光分割器）１０４、測定光学系１０６、参照光学系１１０、およ
び検出器（受光素子）１２０を主に備える。
【００１４】
　より詳細には、カップラー（光分割器）１０４は、測定光源１０２から出射された光を
測定光学系１０６の光路と参照光学系１１０の光路に分割する。測定光学系１０６は、測
定光を眼Ｅの眼底Ｅｆに導く。参照光学系１１０は、参照光を生成する。ＯＣＴ光学系１
００は、眼底Ｅｆによって反射された測定光と，参照光を合成する。検出器１２０（受光
素子）は、合成された光を受光する。
【００１５】
　ＯＣＴ光学系１００は、眼底Ｅｆ上の撮像位置を変更するために、眼底Ｅｆ上における
測定光の照射位置を変更する照射位置変更ユニット（例えば、光スキャナ１０８、固視標
投影ユニット３００）を備える。制御部７０は、設定された撮像位置情報に基づいて照射
位置変更ユニットの動作を制御し、検出器１２０からの受光信号に基づいて断層画像を取
得する。
【００１６】
　検出器１２０（受光素子）は、測定光と参照光との干渉状態を検出する。フーリエドメ
インＯＣＴの場合では、干渉光のスペクトル強度が検出器１２０によって検出され、スペ
クトル強度データに対するフーリエ変換によって所定範囲における深さプロファイル（Ａ
スキャン信号）が取得される。眼科撮影装置１０には、種々のＯＣＴを採用できる。例え
ば、Ｓｐｅｃｔｒａｌ－ｄｏｍａｉｎ　ＯＣＴ（ＳＤ－ＯＣＴ）、Ｓｗｅｐｔ－ｓｏｕｒ
ｃｅ　ＯＣＴ（ＳＳ－ＯＣＴ）、Ｔｉｍｅ－ｄｏｍａｉｎ　ＯＣＴ（ＴＤ－ＯＣＴ）等の
いずれを眼科撮影装置１０に採用してもよい。
【００１７】
　光スキャナ１０８は、測定光源から発せられた光を被検眼眼底上で走査させる。例えば
、光スキャナ１０８は、眼底上で二次元的（ＸＹ方向（横断方向））に測定光を走査させ
る。光スキャナ１０８は、瞳孔と共役な位置に配置される。光スキャナ１０８は、例えば
、２つのガルバノミラーであり、その反射角度が駆動機構５０によって任意に調整される
。
【００１８】
　これによって、光源１０２から出射された光束の反射（進行）方向が変化され眼底上で
任意の方向に走査される。これによって、眼底Ｅｆ上における撮像位置が変更される。光
スキャナ１０８としては、光を偏向させる構成であればよい。例えば、反射ミラー（ガル
バノミラー、ポリゴンミラー、レゾナントスキャナ）の他、光の進行（偏向）方向を変化
させる音響光学素子（ＡＯＭ）等が用いられる。
【００１９】
　参照光学系１１０は、参照光を生成する。前述したように、参照光は、眼底Ｅｆでの測
定光の反射によって取得される反射光と合成される。参照光学系１１０は、マイケルソン
タイプであってもよいし、マッハツェンダタイプであっても良い。参照光学系１１０は、
例えば、反射光学系（例えば、参照ミラー）によって形成され、カップラー１０４からの
光を反射光学系によって反射することによって再度カップラー１０４に戻し、検出器１２
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０に導く。他の例としては、参照光学系１１０は、透過光学系（例えば、光ファイバー）
によって形成され、カップラー１０４からの光を戻さず透過させることによって検出器１
２０へと導く。
【００２０】
　参照光学系１１０は、参照光路中の光学部材を移動させることによって、測定光と参照
光との光路長差を変更する構成を有する。例えば、参照ミラーが光軸方向に移動される。
光路長差を変更するための構成は、測定光学系１０６の測定光路中に配置されてもよい。
【００２１】
　＜正面観察光学系＞
　正面観察光学系（正面画像観察デバイス）２００は、眼底Ｅｆの正面画像を得るために
設けられている。観察光学系２００は、例えば、光源から発せられた測定光（例えば、赤
外光）を眼底上で二次元的に走査させる光スキャナと、眼底と共役位置に配置された共焦
点開口を介して眼底反射光を受光する第２の受光素子と、を備え、いわゆる眼科用走査型
レーザ検眼鏡（ＳＬＯ）の装置構成を持つ。
【００２２】
　なお、観察光学系２００の構成としては、いわゆる眼底カメラタイプの構成であっても
よい。また、ＯＣＴ光学系１００は、観察光学系２００を兼用してもよい。すなわち、正
面画像は、二次元的に得られた断層画像を形成するデータを用いて取得されるようにして
もよい（例えば、三次元断層画像の深さ方向への積算画像、ＸＹ各位置でのスペクトルデ
ータの積算値、ある一定の深さ方向におけるＸＹ各位置での輝度データ、網膜表層画像、
等）。
【００２３】
　＜固視標投影ユニット＞
　固視標投影ユニット３００は、眼Ｅの視線方向を誘導するための光学系を有する。投影
ユニット３００は、眼Ｅに呈示する固視標を有し、複数の方向に眼Ｅを誘導できる。
【００２４】
　例えば、固視標投影ユニット３００は、可視光を発する可視光源を有し、視標の呈示位
置を二次元的に変更させる。これによって、視線方向が変更され、結果的に撮像部位が変
更される。例えば、撮影光軸と同方向から固視標が呈示されると、眼底の中心部が撮像部
位として設定される。また、撮影光軸に対して固視標が上方に呈示されると、眼底の上部
が撮像部位として設定される。すなわち、撮影光軸に対する視標の位置に応じて撮影部位
が変更される。
【００２５】
　固視標投影ユニット３００としては、例えば、マトリクス状に配列されたＬＥＤの点灯
位置によって固視位置を調整する構成、又は、光源からの光を光スキャナを用いて走査さ
せると共に、光源の点灯制御によって固視位置を調整する構成、等、種々の構成が考えら
れる。また、投影ユニット３００は、内部固視灯タイプであってもよいし、外部固視灯タ
イプであってもよい。
【００２６】
　＜制御部＞
　制御部７０は、ＣＰＵ（プロセッサ）、ＲＡＭ、ＲＯＭ等を備える。制御部７０のＣＰ
Ｕは、眼科撮影装置１０の制御を司る。ＲＡＭは、各種情報を一時的に記憶する。制御部
７０のＲＯＭには、眼科撮影装置１０の動作を制御するための各種プログラム、初期値等
が記憶されている。
【００２７】
　制御部７０には、不揮発性メモリ（以下、メモリに省略する）７２、操作部７４、およ
び表示部７５等が電気的に接続されている。メモリ７２は、電源の供給が遮断されても記
憶内容を保持できる非一過性の記憶媒体である。例えば、ハードディスクドライブ、フラ
ッシュＲＯＭ、および、眼科撮影装置１０に着脱可能に装着されるＵＳＢメモリ等をメモ
リ７２として使用することができる。メモリ７２には、眼科撮影装置１０による正面画像
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又は断層画像の撮影を制御するための撮影制御プログラム、正面画像又は断層画像を処理
する画像処理プログラムが記憶されている。また、メモリ７２には、撮影された二次元の
断層画像、三次元画像、正面画像、断層画像の撮影位置の情報等、撮影に関する各種情報
が記憶される。操作部７４には、検者による各種操作指示が入力される。
【００２８】
　操作部７４は、入力された操作指示に応じた信号を制御部７０に出力する。操作部７４
には、例えば、マウス、ジョイスティック、キーボード、タッチパネル等の少なくともい
ずれかを用いればよい。表示部７５は、眼科撮影装置１０の本体に搭載されたディスプレ
イであってもよいし、本体に接続されたディスプレイであってもよい。パーソナルコンピ
ュータ（以下、「ＰＣ」という。）のディスプレイを用いてもよい。複数のディスプレイ
が併用されてもよい。表示部７５には、眼科撮影装置１０によって撮影された断層画像お
よび正面画像を含む各種画像が表示される。
【００２９】
　なお、制御部７０は、複数の制御部（つまり、複数のプロセッサ）によって構成されて
もよい。例えば、ＰＣに設けられた設定制御部と、ＯＣＴ光学系１００等の動作を制御す
る動作制御部とによって、眼科撮影装置１０の制御部７０が構成されてもよい。この場合
、例えば、ＰＣの設定制御部は、ＰＣに接続された操作部の操作に基づいて断層画像の撮
像位置等を設定し、設定した内容を動作制御部に指示すればよい。動作制御部は、設定制
御部からの指示に従って、眼科撮影装置１０の各構成による撮影動作を制御すればよい。
また、受光信号に基づいて画像を生成（取得）する処理は、動作制御部および設定制御部
のいずれで行ってもよい。
【００３０】
　例えば、制御部７０は、ＯＣＴ光学系１００の検出器１２０から出力される受光信号に
基づいて画像処理によって断層画像を取得する。制御部７０は、観察光学系２００の受光
素子から出力される受光信号に基づいて正面画像を取得する。制御部７０は、固視標投影
ユニット３００を制御して固視位置を変更する。
【００３１】
　例えば、制御部７０は、表示部７５の表示画面を制御する。取得された眼底像は、表示
部７５に静止画又は動画として出力される他、メモリ７２に記憶される。制御部７０は、
操作部７４から出力される操作信号に基づいて、ＯＣＴ光学系１００、観察光学系２００
、固視標投影ユニット３００の各部材を制御する。
【００３２】
　＜制御動作＞
　以上のような構成を備える装置において、その制御動作について説明する。検者は、固
視標投影ユニット３００の固視標を注視するように被検者に指示する。図示無き前眼部観
察用カメラで撮影される前眼部観察像が、表示部７５に表示される。そこで、検者は、前
眼部の瞳孔中心に測定光軸が位置されるように、アライメント操作を行う。
【００３３】
　制御部７０は、光スキャナ１０８の駆動を制御し、眼底上で測定光を所定方向に関して
走査する。制御部７０は、所定の走査領域に対応する受光信号を、検出器１２０から出力
される出力信号から取得することによって、断層画像を形成する。制御部７０は、ＯＣＴ
光学系１００を制御し、断層画像を取得する。制御部７０は、観察光学系２００を制御し
、眼底正面画像を取得する。制御部７０は、ＯＣＴ光学系１００によって断層画像、観察
光学系２００によって眼底正面画像を随時取得する。
【００３４】
　図２は、表示部７５に表示される表示画面の一例を示す図である。制御部７０は、表示
部７５上に、観察光学系２００によって取得された正面画像２０、走査パターン表示２５
、断層画像３０、を表示する。走査パターン表示２５は、正面画像２０上における断層画
像の測定位置（取得位置）を表す指標である。走査パターン表示２５は、表示部７５上の
正面画像上に電気的に表示される。
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【００３５】
　制御部７０は、ポインタ２１（例えば、十字マーク、ドットマーク、ペンマーク等）を
表示部７５上に表示する。制御部７０は、操作部７４からの操作信号に基づいて、ポイン
タ２１を移動させる。
【００３６】
　本実施例では、正面画像２０上にポインタ２１を合わせた状態で、操作部７４が操作さ
れる（例えば、ドラッグ操作、クリック操作）ことによって、撮影条件の設定が可能な構
成となっている。ポインタ２１は、表示部７５上における任意の位置を指定するために用
いられる。検者は、操作部７４を用いて移動操作（例えば、ドラッグ操作）を行うことに
よって、正面画像に対して走査パターン表示２５を移動させてもよい。
【００３７】
　＜スキャンラインの設定＞
　以下、走査パターンとして、ラスタースキャンが設定された場合を例として説明する。
なお、走査パターンは、検者の操作に基づいて任意の形状に予め設定される。例えば、複
数用意された走査パターンから選択される。
【００３８】
　断層画像及び正面画像が同一画面上に表示されたら、検者は、撮影したい断層画像の位
置を表示部７５上の正面画像から設定する。正面画像２０及び断層画像３０は、ライブ動
画像として表示されるのが好ましい。ラスタースキャンの場合、一部の断層画像が動画像
として表示される。
【００３９】
　＜ラスタースキャン＞
　制御部７０は、光スキャナ１０８を制御することによって、予め設定されたスキャンパ
ターンに対応する走査位置での断層画像を取得する。ラスタースキャンは、眼底Ｅｆ上を
測定光が矩形状に走査するパターンである（図３、図４参照）。
【００４０】
　ラスタースキャンは、例えば、解析マップを得るためのスキャンとして用いられる。解
析マップは、例えば、眼底組織における厚みの二次元的な分布を示す。ラスタースキャン
では、例えば、予め設定された走査領域（例えば、矩形領域）において測定光がラスター
される。その結果として、走査領域（例えば、矩形領域）内における各走査ラインでの断
層画像が取得される。
【００４１】
　ラスタースキャンにおける走査条件として、例えば、主走査方向及び副走査方向におけ
るライン幅（始点から終点までの距離）、走査速度、各走査ラインの間隔、走査ラインの
数等が予め設定される。もちろん、ラスタースキャンにおける走査条件が、任意に設定さ
れる構成であってもよい。
【００４２】
　より詳細には、制御部７０は、開始位置として設定された走査ライン（１ライン目）に
て、測定光を主走査方向に走査することによって、主走査方向に沿った断層画像を形成す
る。次に、制御部７０は、副走査方向に関して異なる走査ラインにて、測定光を主走査方
向に走査することによって、主走査方向に沿った断層画像を形成する。以上のように、互
いに異なるＮ本のラインに関して、それぞれ断層画像を得る。副走査方向に関する各走査
間隔を近接させることによって、走査領域内における断層画像を取得できる。走査領域は
、副走査方向に関して異なる走査ラインによって形成される。
【００４３】
　以下の説明では、副走査方向がＹ方向（上下）、主走査方向がＸ方向（左右方向）とし
て設定された場合を例として説明するが、これに限定されない。例えば、副走査方向がＸ
方向、主走査方向がＹ方向であってもよい。
【００４４】
　副走査方向における走査制御について、上から下に走査位置を順に変更してもよいし、
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下から上に走査位置を順に変更してもよい。また、中心から周辺に走査位置を順に変更し
てもよい。また、ラスター走査として、インターレース方式を用いるようにしてもよい。
【００４５】
　＜第１の走査制御と第２の走査制御＞
　図３は、第１の走査制御と第２の走査制御の一例を示すフローチャートである。図４は
、第１の走査制御と第２の走査制御の一例について説明する概略図である。操作部７４か
らの撮影開始のトリガ信号が入力されると、制御部７０は、互いに異なる第１の走査制御
と第２の走査制御にて断層画像を取得する。第１の走査制御と第２の走査制御は、例えば
、予め設定された走査領域において行われる。
【００４６】
　取得された断層画像は、静止画としてメモリ７２に記憶される。例えば、制御部７０は
、第１の走査制御と第２の走査制御との間において、各走査ラインでの断層画像の取得数
を変更する。
【００４７】
　第１の走査制御では、制御部７０は、副走査方向において異なる各走査ラインに関して
、それぞれ１回ずつ順に測定光を走査させる。制御部７０は、各走査ラインでの断層画像
を生成し、生成された断層画像をメモリ７２に記憶させる。第１の走査制御では、各走査
ラインでの走査回数が制限されているので、全領域での断層画像を取得するために要する
時間を短縮できる。第１の走査制御は、例えば、画像合成（例えば、画像加算平均）にお
けるテンプレート画像を得るための走査として用いられる。
【００４８】
　第２の走査制御では、制御部７０は、副走査方向において異なる各走査ラインに関して
、複数回測定光を走査させる。制御部７０は、各走査ラインでの複数の断層画像を生成し
、生成された断層画像をメモリ７２に記憶させる。第２の走査制御は、例えば、画像合成
（例えば、画像加算平均）における複数の対象画像を得るための走査として用いられる。
対象画像は、テンプレート画像に対して合成される画像として用いられる。
【００４９】
　以下に、第１の走査制御と第２の走査制御の一例を示す。
【００５０】
　＜第１の走査制御の例＞
　図４に例示するように、操作部７４からの撮影開始のトリガ信号が入力されると、制御
部７０は、テンプレート画像を取得するために、第１の走査制御にて各走査ラインでの断
層画像を得る。そこで、制御部７０は、光スキャナ１０８を制御することによって、第１
の走査ラインＳＬ１において測定光を主走査方向に走査する。検出器１２０は、測定光に
よって得られる眼底反射光と、参照光との干渉光を受光し、受光信号を制御部７０に出力
する。制御部７０は、検出器１２０からの出力信号に基づいて、第１の走査ラインＳＬ１
に対応する断層画像を生成する。
【００５１】
　第１の走査ラインＳＬ１における走査が終了したら、制御部７０は、光スキャナ１０８
を制御することによって、第２の走査ラインＳＬ２において測定光を主走査方向に走査す
る。そして、制御部７０は、第２の走査ラインＳＬ２に対応する断層画像を生成する。同
様に、制御部７０は、第３の走査ラインＳＬ３、・・・、第ｎ―１の走査ラインＳＬｎ－
１、第ｎの走査ラインＳＬｎそれぞれにおいて測定光を走査することによって、各走査ラ
インに対応する断層画像を生成する。つまり、本実施例における第１の走査制御では、各
走査ラインに対し、走査が１回ずつ行われる。最後の走査ラインでの走査が終了すると、
第１の走査制御を終了する。
【００５２】
　制御部７０は、検出器１２０からの出力信号に基づいて、走査範囲ＳＡの走査ラインＳ
Ｌｉ（ｉ＝１～ｎ）に対応する断層画像を取得する。制御部７０は、取得された各断層画
像を、各走査ラインに対応付けてメモリ７２に記憶する。各断層画像は、静止画像として
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キャプチャーされ（取込され）、メモリ７２に記憶される。
【００５３】
　＜第２の走査制御の例＞
　第１の走査制御の終了後、制御部７０は、第２の走査制御に移行する。第１の走査制御
から第２の走査制御への移行は、自動的に実行されてもよいし、又は、操作部７４からの
トリガ信号に基づいて実行されてもよい。自動制御は、例えば、時間を短縮できるという
点で有効であり、手動制御は、比較的時間を要する第２の走査制御の開始前に、被験者の
状態を確認できるという点で有効である。
【００５４】
　第２の走査制御において、制御部７０は、光スキャナ１０８を制御することによって、
各走査ラインに対してそれぞれ測定光を複数回走査する。制御部７０は、各走査ラインに
対応する断層画像をそれぞれ複数取得する。
【００５５】
　例えば、制御部７０は、第１の走査ラインＳＬ１において測定光を主走査方向に複数回
走査する。つまり、第１の走査ラインＳＬ１における始点から終点までの最初の走査が終
了したら、制御部７０は、再び第１の走査ラインＳＬ１における始点に測定光の走査位置
を戻し、再度第１の走査ラインＳＬ１での走査を行う。
【００５６】
　制御部７０は、検出器１２０からの出力信号に基づいて、第１の走査ラインＳＬ１に対
応する複数の断層画像を生成する。第２の走査制御では、同一の走査位置への複数走査に
よって複数の断層画像が取得される。制御部７０は、例えば、予め設定されたフレーム数
の断層画像が得られるまで、第１の走査ラインＳＬ１での走査を行う。
【００５７】
　第１の走査ラインＳＬ１における複数回の走査が終了したら、制御部７０は、光スキャ
ナ１０８を制御することによって、第２の走査ラインＳＬ２において測定光を主走査方向
に複数回走査する。制御部７０は、第２の走査ラインＳＬ２に対応する複数の断層画像を
生成する。制御部７０は、例えば、予め設定されたフレーム数の断層画像が得られるまで
、第２の走査ラインＳＬ２での走査を行う。
【００５８】
　同様に、制御部７０は、第３の走査ラインＳＬ３、・・・、第ｎ―１の走査ラインＳＬ
ｎ－１、第ｎの走査ラインＳＬｎそれぞれにおいて測定光を複数回走査することによって
、各走査ラインに対応する断層画像を生成する。つまり、第２の走査制御では、各走査ラ
インに対し、走査が複数回ずつ行われる。最後の走査ラインでの走査が終了すると、第２
の走査制御を終了する。
【００５９】
　制御部７０は、走査範囲ＳＡの走査ラインＳＬｉ（ｉ＝１～ｎ）に対応する断層画像を
メモリ７２に記憶する。各断層画像は、静止画像としてキャプチャーされ、各走査ライン
に対応付けて記憶される。
【００６０】
　＜トラッキング＞
　制御部７０は、観察光学系２００によって取得される眼画像に基づいて光スキャナ１０
８の駆動を制御することによって、設定された眼底上の横断位置に対して測定光をトラッ
キングしてもよい。
【００６１】
　例えば、制御部７０は、観察光学系２００によって取得されるライブ動画像と予め取得
された静止画像（基準画像）との位置ずれを画像処理によって検出し、その検出結果に基
づいて光スキャナ１０８の駆動を制御することによって走査位置を補正してもよい。走査
位置を補正する場合、好ましくは、眼底の平行移動及び回転移動を含めて位置ずれが検出
される。制御部７０は、検出された位置ずれを補正するために、光スキャナ１０８での走
査位置を調整する。
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【００６２】
　トラッキングの作動は、第２の走査制御において、同一位置での複数の断層画像を取得
する場合の位置ずれ対策として、特に有利である。制御部７０は、トラッキングの基準と
なる静止画像を、例えば、第２の走査制御よりも前に取得しておく。もちろん、第１の走
査制御と第２の走査制御の両方において、トラッキングが作動されてもよい。
【００６３】
　＜複数の断層画像の合成処理＞
　第２の走査制御で得られた複数の断層画像は、合成処理される。制御部７０は、例えば
、同一の走査ラインにて取得された複数の断層画像を合成処理（例えば、加算平均処理）
する。結果として、合成画像が、走査ライン毎に取得される。なお、加算平均処理によれ
ば、スペックルノイズが抑制され、かつ、コントラストに優れた断層画像が取得される。
【００６４】
　制御部７０は、第１の走査制御にて取得された断層画像（以下、第１の断層画像）をテ
ンプレート画像として、第２の走査制御にて取得された複数の断層画像（以下、第２の断
層画像）を合成することによって、画像合成データ（例えば、加算平均データ）を得る。
得られた画像合成データは、メモリ７２に記憶される。
【００６５】
　なお、画像を複合する際、制御部７０は、第１の断層画像に対する第２の断層画像の位
置ずれを画像処理によって検出し、その検出結果に基づいて断層画像間の位置合わせ（マ
ッチング）を画像処理によって行ってもよい。このような処理によって、断層画像間の位
置ずれが補正される。なお、位置合わせ手法については、例えば、特開２０１０－１１０
３９２号公報を参照されたい（もちろん、位置ずれ補正手法は、これに限定されない）。
画像間の位置Ｔずれの検出方法としては、種々の画像処理手法（各種相関関数を用いる方
法、フーリエ変換を利用する方法、特徴点のマッチングに基づく方法）の少なくともいず
れかを用いることが可能である。
【００６６】
　同一の走査ラインに関して、第２の断層画像は複数取得されているので、複数の第２の
断層画像に含まれる各断層画像と、第１の断層画像とのマッチング処理が行われる。これ
によって、同一の走査ラインに関して取得された複数の断層画像は、第１の断層画像を基
準として位置ずれが補正される。
【００６７】
　例えば、制御部７０は、第１の走査ラインＳＬ１にて得られた第１の断層画像と、第１
の走査ラインＳＬ１にて得られた複数の第２の断層画像とのマッチングを行い、かつ、第
１の断層画像と複数の第２の断層画像とを合成させる。これによって、制御部７０は、第
１の走査ラインＳＬ１における画像合成データを取得する。同様に、制御部７０は、他の
走査ラインにおける画像合成データを取得できる。
【００６８】
　得られた画像合成データは、メモリ７４に記憶される。画像合成データは、加算平均画
像自体であってもよいし、また、加算平均画像の基礎となる輝度情報（各画像の輝度を加
算した輝度情報）であってもよい。
【００６９】
　画像合成データとして、加算平均データを得る場合、制御部７０は、例えば、断層画像
を形成する深さ情報の実数成分と虚数成分の絶対値（画像化後のＡスキャン信号）を利用
することによって、複数の断層画像に基づく加算平均データを取得してもよい。また、制
御部７０は、各断層画像の基礎となるＺ空間での実虚成分を利用することによって、加算
平均データを取得してもよい。制御部７０は、実数成分の信号を用いて第１の加算平均デ
ータを得ると共に虚数成分の信号を用いて第２の加算平均データを得てもよい。制御部７
０は、第１と第２の加算平均データを合成することによって複数の断層画像に基づく加算
平均データを取得してもよい。
【００７０】
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　＜３次元データの生成＞
　本実施形態では、制御部７０は、各走査ラインにて得られた計Ｎ個の画像合成データに
基づいて、３次元ＯＣＴデータの形成処理を行う。３次元ＯＣＴデータの形成処理には、
例えば、隣接する断層画像間の補間処理等の公知の技術が用いられる。制御部７０は、得
られた３次元データをメモリ７４に記憶させる。
【００７１】
　上記制御による利点の一つとしては、第１の走査制御は各走査ラインの断層画像を１枚
毎に取得するので、各ラインの断層画像を順次複数取得する場合と比較して短時間で各走
査ラインの断層画像が取得される。よって、固視微動や顔の移動による微動の影響を受け
にくいので、異なる走査ライン間での断層画像の位置ずれが生じる可能性が低い。例えば
、被検眼眼底の形状に近い第１の３次元ＯＣＴデータ（断層画像セット）が得られる。
【００７２】
　したがって、第１の走査制御によって取得された断層画像をテンプレートとして、第２
の走査制御によって得られた第２の３次元ＯＣＴデータ（複数の対象画像）を、走査ライ
ン別にマッチングして合成することによって、被検眼眼底の形状に近い、かつ、合成され
た３次元ＯＣＴデータが得られる。例えば、加算平均データの場合、実際の被検眼眼底の
形状に近く、かつ、各走査ラインの断層画像の画質が良好な３次元ＯＣＴデータが得られ
る。
【００７３】
　＜３次元ＯＣＴデータの解析＞
　以下に、合成された３次元ＯＣＴデータの利用例を示す。
【００７４】
　例えば、制御部７０は、合成された３次元ＯＣＴデータを画像処理によって解析し、解
析結果を得てもよい。制御部７０は、得られた解析結果を表示部７５上に出力してもよい
。解析結果としては、例えば、被検眼網膜層の少なくとも一つの厚み情報、眼底の特徴部
位におけるサイズ情報（例えば、乳頭のＣ（カップ）／Ｄ（ディスク）比）等が考えられ
る。
【００７５】
　制御部７０は、得られた解析結果を、解析マップとして表示部７５上に出力してもよい
。解析マップとしては、例えば、網膜厚マップ、脈絡膜厚マップ、等が考えられる。
【００７６】
　網膜厚マップは、被検眼の網膜厚の二次元的な分布を示すマップであってもよく、例え
ば、層厚に応じて色分けされる。網膜厚マップとしては、厚みマップ、比較マップ、デビ
エーションマップ、検査日比較厚み差分マップ等が考えられる。
【００７７】
　合成された３次元ＯＣＴデータは、実際の被検眼眼底の形状に近い第１の３次元ＯＣＴ
データをテンプレートとして用いているので、各ライン間の解析結果のずれが少ない。例
えば、加算平均された３次元ＯＣＴデータの場合、各ライン間の解析結果のずれが少ない
ことに加え、各走査ラインの断層画像の画質が良好であるので、３次元データの解析が精
度よく行われ、良好な解析結果が取得される。
【００７８】
　なお、３次元ＯＣＴデータに対する解析結果の出力手法としては、解析マップに限定さ
れず、例えば、制御部７０は、得られた解析結果を、網膜層の二次元的な分布を領域毎の
平均として求めた解析チャート（例えば、Ｇチャート、Ｓ／Ｉチャート、ＥＴＤＲＳチャ
ート、ＴＳＮＩＴチャート、等）として表示部７５上に出力してもよい。
【００７９】
　＜３次元ＯＣＴデータからの断層画像の取得＞
　例えば、制御部７０は、予め取得された３次元ＯＣＴデータから断層画像を抽出（取得
）してもよい。制御部７０は、抽出された断層画像を、表示部７５上に出力してもよい。
【００８０】
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　ここで、制御部７０は、例えば、眼底の正面画像であるＯＣＴ正面画像を３次元ＯＣＴ
データから生成し、かつ、ＯＣＴ正面画像を表示部７５上に出力する。このような正面画
像によれば、例えば、微小血管のコントラストを向上できる。
【００８１】
　ＯＣＴ正面画像は、例えば、３次元ＯＣＴデータの各ＸＹ位置において、深さ方向の信
号強度分布をＺ方向に積算することによって得られる（いわゆる積算画像）。もちろん、
ＯＣＴ正面画像は、積算処理とは異なる処理によって取得されてもよい。また、ＯＣＴ正
面画像は、例えば、網膜表層ＯＣＴ画像であってもよいし、または、一定の深さ位置での
信号強度分布を示すＣスキャン画像であってもよい。
【００８２】
　なお、制御部７０は、前述のように取得された３次元ＯＣＴデータの基礎となるスペク
トル信号の位相信号に基づいて正面画像を取得してもよい。例えば、制御部７０は、干渉
信号におけるゼロクロス点の数に応じて正面画像を生成する（例えば、特開２０１１－２
１５１３４号公報）。この方式における正面画像について、眼底の傾きによって輝度ムラ
が生じる可能性がある。そこで、本実施例によれば、良好なテンプレートが得られるので
、例えば、輝度ムラの少ない正面画像が取得されると共に、微小血管のコントラストが向
上される。
【００８３】
　制御部７０は、取得位置を設定するための設定ラインを、ＯＣＴ正面画像上に重畳表示
する。制御部７０は、操作部７４から操作信号を受け付け、設定ラインの表示位置を調整
する。制御部７０は、設定ラインの表示位置に対応する断層画像を、３次元ＯＣＴデータ
から抽出し、かつ、表示部７５上に出力する。なお、設定ラインは、測定光の走査方向と
は異なる方向（例えば、直交方向、斜め方向）であってもよい。
【００８４】
　合成された３次元ＯＣＴデータは、実際の被検眼眼底の形状に近い第１の３次元ＯＣＴ
データをテンプレートとして用いているので、各ライン間の断層画像のずれが少ない。し
たがって、測定光の走査方向とは異なる方向に関する断層画像を表示する場合においても
、良好な断層画像が表示される。
【００８５】
　例えば、加算平均された３次元ＯＣＴデータの場合、各ライン間の断層画像のずれが少
ないことに加え、３次元ＯＣＴデータを形成する断層画像の画質が良好である。結果とし
て、３次元ＯＣＴデータを取得した後であっても、検者は、任意の位置における断層画像
を、良好な画質にて確認できる。したがって、例えば、断層画像からの病変の特定に有用
である。
【００８６】
　なお、眼底正面画像としては、ＯＣＴ正面画像に限定されない。眼底正面画像としては
、例えば、眼底カメラ及びＳＬＯの少なくともいずれかによって得られた眼底正面画像（
以下、第２の正面画像として説明する）であってもよい。ここで、制御部７０は、得られ
た第２の正面画像と３次元ＯＣＴデータとの間での対応関係を求める。例えば、制御部７
０は、前述のＯＣＴ正面画像と、第２の正面画像とを画像処理によってマッチングするこ
とによって対応関係を得てもよい。
【００８７】
　一例として、制御部７０は、取得位置を設定するための設定ラインを、第２の正面画像
上に重畳表示する。制御部７０は、操作部７４から操作信号を受け付け、設定ラインの表
示位置を調整する。制御部７０は、設定ラインの表示位置に対応する断層画像を、３次元
ＯＣＴデータから取得し、かつ、表示部７５上に出力する。
【００８８】
　なお、３次元ＯＣＴデータの利用例は、上述に限定されない。例えば、制御部７０は、
３次元ＯＣＴデータに基づいて３次元ＯＣＴグラフィック画像を構築し、表示部７５上に
出力してもよい。
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【００８９】
　＜変容例＞
　なお、第１の走査制御にて得られたテンプレート画像を用いて加算平均画像を得る場合
、制御部７０は、各走査ラインでの断層画像を得ている間、複数の対象画像を、指定加算
枚数までリアルタイムで加算演算してもよい。また、各走査ラインでの断層画像が取得さ
れた後、加算演算を実施してもよい。指定加算枚数は、任意に変更できてもよい。
【００９０】
　制御部７０は、テンプレート画像に対し対象画像が適正か否かを判定し、判定結果に基
づいて対象画像を取捨選択してもよい。例えば、制御部７０は、テンプレート画像と対象
画像との間で求められる相関値が許容範囲を満たさない場合には、画像合成の対象から除
外してもよい。相関値が小さい場合、固視微動、装置と眼の間のずれ等を原因としてテン
プレート画像と対象画像との間で撮影領域が大きく異なっている可能性が高いけれども、
上記処理によって、その可能性を軽減できる。
【００９１】
　なお、制御部７０は、対象画像が適正でないと判定された場合、他の走査ライン（例え
ば、隣接する走査ライン）のテンプレート画像に対し、対象画像が適正か否かを判定し、
その結果、適正と判定された走査ラインにて取得された画像として対応づけてもよい。こ
れにより、画像取得時間を効率化できる。
【００９２】
　なお、対象画像が適正か否かの判定においては、これに限定されない。例えば、制御部
７０は、検出される位置ずれ量が許容範囲を超えた正面画像を、加算処理の対象から除外
してもよい。
【００９３】
　本実施形態は、マップ撮影に限定されない。例えば、互いに異なる複数の走査ラインが
配列された走査パターンにおいて、本実施形態の適用が可能である。第１の走査制御では
、制御部７０は、各走査ラインに関して、それぞれ１回ずつ順に測定光を走査させる。第
２の走査制御では、制御部７０は、各走査ラインに関して、測定光を複数回走査させる。
【００９４】
　互いに異なる複数の走査ラインが配列された走査パターンの例としては、クロス、又は
ラジアル、又はマルチライン等の広範囲スキャンが考えられる。クロススキャンでは、複
数の走査ラインが縦横に直交する十字パターンが用いられる。ラジアルスキャンでは、複
数の走査ラインが放射状に配列されたラジアルパターンが用いられる。マルチラインでは
、互いに離間した複数の走査ラインが配列されたパターンが用いられる。
【００９５】
　なお、制御部７０は、ＯＣＴ光学系１００からの出力信号（スペクトル信号）をフーリ
エ変換し、フーリエ変換された後の信号を、ＯＣＴ信号として取得してもよい。制御部７
０は、第１の走査制御によって取得された各走査ラインのＯＣＴ信号をテンプレートとし
て、第２の走査制御によって取得された各走査ラインの複数のＯＣＴ信号を複合処理する
。ＯＣＴ信号としては、例えば、フーリエ変換後の断層画像データ、又は、フーリエ変換
後の位相情報データ、又は、フーリエ変換後のＺ空間における信号強度データ等が取得さ
れうる。
【００９６】
　なお、上記においては、複数の断層画像に基づく画像合成処理として、加算平均処理を
例示したが、これに限定されない。画像合成処理としては、例えば、制御部７０は、複数
の断層画像に基づいて超解像処理を行うようにしてもよい。これによって、実際の被検眼
眼底の形状に近く、かつ、各走査ラインの断層画像の画質が良好な３次元ＯＣＴデータが
得られる。
【００９７】
　さらに、画像合成処理に限定されず、複数の断層画像に基づく画像複合処理において、
本実施形態の適用は可能である。複合処理としては、例えば、画像合成処理の他、制御部
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７０は、複数のＯＣＴ信号における信号間の変化（例えば、位相変化、強度変化）を、複
数のＯＣＴ信号に基づいて計測することによって、血流計測画像（ドップラーＯＣＴ画像
）を取得してもよい。また、制御部７０は、複数のＯＣＴ信号における偏光成分（Ｓ偏光
、Ｐ偏光）を、複数のＯＣＴ信号に基づいて計測することによって、被検眼の偏光特性を
示す画像を取得してもよい。つまり、本実施形態は、ドップラーＯＣＴ、偏光感受ＯＣＴ
等のＯＣＴにおいても適用可能である。
【００９８】
　ドップラーＯＣＴ画像を得る場合において、例えば、制御部７０は、前述の第１の走査
制御と第２の走査制御にて各走査ラインでのＯＣＴ信号を取得すればよい。この場合、制
御部７０は、第２の走査制御において、ドップラー画像を得るために設定された走査回数
（例えば、２回～４回）にて各走査ラインでの走査を行う。制御部７０は、時間的に異な
るタイミングで取得された少なくとも２つのＯＣＴ信号に基づいて、ドップラーＯＣＴ画
像を各走査ラインに関して取得する。制御部７０は、例えば、各走査ラインに関するドッ
プラーＯＣＴ画像に基づいて、眼底の血流に関する二次元分布情報を取得できる。なお、
ドップラーＯＣＴ画像の取得手法の詳細については、例えば、BIOMEDICAL OPTICS EXPRES
S P803～P821,Izatt.et.「Automated non-rigid registration and mosaicing for robus
t imaging of distinct retinal capillary beds using speckle variance optical cohe
rence tomography」2013 OSA 1 June 2013 | Vol. 4, No. 6等を参考にされたい。
【００９９】
　ドップラーＯＣＴ画像の取得において、本実施形態の制御を適用することによって、例
えば、適正なテンプレートが取得されるので、ドップラーＯＣＴ画像を得る際の信号間の
変化が良好に検出される。
【０１００】
　なお、上記例では、第１の走査制御にて得られたテンプレート画像を用いて、第２の走
査制御にて得られた複数の対象画像を複合させる場合、制御部７０は、複数の対象画像と
テンプレート画像を含めて複合してもよいし、また、テンプレート画像を位置ずれ補正の
テンプレートとしてのみ用い、複数の対象画像を複合させてもよい。
【０１０１】
　なお、第１の走査制御を先に実行し、第２の走査制御を後に実行することによって、前
述のテンプレート画像を用いた対象画像の取捨選択をスムーズに行うことができる。しか
しながら、第１の走査制御と第２の制御の順番は、特に限定されない。
【０１０２】
　なお、制御部７０は、第１の走査制御と第２の走査制御との間において、各ラインに関
する取得枚数の他、走査速度又は走査幅又は走査ライン間隔、受光素子の露光時間等の走
査条件を変更してもよい。なお、制御部７０は、例えば、第１の走査制御と第２の走査制
御において共通の走査領域でのスキャンを行うことによって、複合画像を取得してもよい
。この場合、第１の走査制御と第２の走査制御において、走査領域の一部、走査幅、走査
ライン間隔、検出器（受光素子）の露光時間の少なくともいずれかが異なっていてもよい
。なお、制御部７０は、第１の走査制御と第２の走査制御との間において同一の走査位置
、走査幅、走査ライン間隔に設定するようにしてもよい。
【０１０３】
　また、制御部７０は、互いに異なる各走査ラインに関してそれぞれ１回ずつ順に測定光
を走査させる走査制御を複数回繰り返してもよい。ここで、制御部７０は、例えば、複数
回の走査制御のいずれかによって得られた各走査ラインの断層画像をテンプレートとして
、複数回における他の走査制御によって得られた各走査ラインでの複数の断層画像を複合
させてもよい。
【０１０４】
　なお、第１の走査制御と第２の走査制御が別のスキャナで行われても良い。第１の走査
制御と第２の走査制御において、測定光源が別であってもよい。別のスキャナの場合、第
１の走査制御と第２の走査制御が同時に行われても良い。
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【０１０５】
　このような制御においても、例えば、加算平均画像の場合、被検眼眼底の形状に近く、
かつ、各走査ラインの断層画像の画質が良好な３次元ＯＣＴデータが得られる。
【０１０６】
　なお、制御部７０は、各走査ラインの断層画像に基づいて３次元ＯＣＴデータを生成し
、生成された３次元ＯＣＴデータからＯＣＴ正面画像を取得するようにしてもよい。制御
部７０は、互いに異なる各走査ラインに関してそれぞれ１回ずつ順に測定光を走査させる
第１走査制御を少なくとも実行する。制御部７０は、第１走査制御によって取得された３
次元ＯＣＴデータから、ＯＣＴ正面画像（第１ＯＣＴ正面画像）を生成する。制御部７０
は、他の走査制御によって複数取得された３次元ＯＣＴデータから、ＯＣＴ正面画像（第
２ＯＣＴ正面画像）を複数生成する。制御部７０は、第１ＯＣＴ正面画像をテンプレート
として、複数の第２ＯＣＴ正面画像間の位置ずれを補正するようにしてもよい。
【図面の簡単な説明】
【０１０７】
【図１】本実施形態に係る眼科撮影装置の構成について説明する概略構成図である。
【図２】表示部７５に表示される表示画面の一例を示す図である。
【図３】第１の走査制御と第２の走査制御の一例を示すフローチャートである。
【図４】第１の走査制御と第２の走査制御の一例について説明する概略図である。
【符号の説明】
【０１０８】
　２０　正面画像
　２５　走査パターン
　３０　断層画像
　７０　制御部
　７２　メモリ
　７４　操作部
　７５　表示部
　１００　ＯＣＴ光学系
　１０８　光スキャナ
　２００　観察光学系
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